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摘要(译)

检测具有多个子像素的电致发光(EL)显示器中的不起作用或有缺陷的EL
发射体。切断流过子像素中的驱动晶体管的电流，利用电流源提供通过
该子像素中的EL发射体的选择的测试电流，并测量该子像素中的读出晶
体管的第二电极处的电压以提供表示选择的EL发射体的特性的状态信
号。将该子像素的状态信号与相邻子像素的相应状态信号进行比较以确
定该子像素中的EL发射体是否有缺陷。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/02b4dc18-097f-4be8-b76d-61387e89574c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043027608/publication/CN102549641A?q=CN102549641A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102549641A

